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Descricao: Azulejo do século XVIII (1710-1740); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmento e uma secc¢ao semi-polida em depdsito
no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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Caracterizagido Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

e S M s At L et

 Espessura do Azulejo = 14 mm

Azulejo com linhas de craquelé =
e fissuracdo evidentes. Chacota amarelada compacta com

alguns poros alongados e circulares;
efeito de marmoreado claro; vazios
alongados e pequenas inclusoes.

voltar ao indice




AVAVXNISEN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 12.1mm x60 BSECOMP 40Pa 500! 20.0kV 11.6mmx85 BSECOMP 40Pa 500um

 Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 887 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




VAVXMISEN Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorcéo de Agua (Chacota)

Massa volumica real
(kg/m?)

Massa volumica aparente
Q00 (kg/m3)
15,0

10,0 Porosidade aberta
(vol %)

25,0

20,0

<
L 2
1
1

L 3
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Agua absorvida (%)

00 ¢ : : : : : : Y Y ‘ Coeficiente de capilaridade A
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 (kglmzlh”z) ’3

Tempo¥/2(h%/2)

Teor maximo de agua

%) 24,9

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Cobinagéo ombinagéo
K _Ca_Pb Fe_Sn_Pb Al Si K

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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Ca Fe Mgy
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

104

1024

T T T T T T
5 10 15

hev- AzuRe169 EDS Vidrado.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe169/AzuRe169_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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AzuRe169 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe169/AzuRe169_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA

0 5 10 15

hev- AzuRe169 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe169/AzuRe169_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizacdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
Area Analisada Na Mg Al Si K Ca Ti

Fe Sn Pb

. 192 006 638 4394 975 245 023 091 a) 3436
* g T
vidrado branco

091 268 690 4600 114 3283 048 467 - 4,40

chacoimnterface)

k2 e

0,74 297 730 4143 116 4118 0,57 4,65

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetado na amostra, néo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso); a) detetado mas néo quantificado.

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

AYAILLNECEN Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF

VIDRADO BRANCO
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AzuRe169 Branco.csv

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe169_XRF_Branco.csv

AYAILLNECEN Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR XRF
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AzuRe169 Azul.csv

Equipamento: Espectrometro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer I1I-SD.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe169_XRF_Azul.csv

AVOCYECEN Caracterizagdo Quimica/Mineraldgica: ANALISE POR XRD

C HAC OTA 149003 C6.brmi

: PDF 72-2128 ( Ca1.96 Na.05 ) ( Mg.24 Al.64 Fe.12 ) ( Si1.39 AL.61 O7 ) Gehlenite
130003 | PDF 78-2315 Si O2 Quartz
E | PDF 10-0391 Ca2 Mg Si2 O7 Akermanite, syn
12000__ 1| PDF 86-2335 ( Mg.064 Ca.936 ) ( C O3 ) Calcite magnesian
E | PDF 85-1421 K ( Al Si2 O6 ) Leucite high
E | PDF 85-0352 Ca4.17 Na3.31 K0.46 Si14.99 Al8.69 047.8 CI0.73 ( S 04 )0.37 ( C O3 )0.87 Scapolite
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2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1.54060
Composicao mineraldgica semi-quantitativa (% m/m)
Quartzo Gehlenite Calcite Leucite Akermatite Scapolite
Sio, Ca,Al(AISIO;) CaCO, K(AISi,Og) Ca,Mg(Si, 0;)  (Ca,AlgSis0,,C05)(Na,Al;Sis0,,Cl) (SO,,CO;)
7,59 38,35 20,24 1,59 20,52 11,70

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




Caracterizagao Quimica/Mineralogica:
ANALISE TERMICA POR TGA/DTA
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Equipamento: Analisador térmico TGA/DTA Netzsch STA 449 F3 Jupiter.

voltar ao indice




